SEM+EDS (Taramah Elektron Mikroskobu)

Hitachi SU3500 T2

Numune Tipleri

Makro ve mikro hazirlanmis numuneler
Hazirlanmamis numuneler

iletken ve iletken olmayan metal ve metal disi malzemeler

Baslica Uygulamalar

Demir ve demir disi bulk/toz malzemeler

Seramik, kompozit, polimer vb malzemelerin ylizey ve
kesit goriintllemesi

Boyut ve sekil karakterizasyonu
Hasar analizleri

3 nm kadar mikroyapi goriintiileme
Hasar analizleri

inklizyon analizleri

Teknik Ozellikler

30 kV giig orani
Onceden ortalanmis tungsten elektron kaynagi
ikincil elektron dedektérii ile topografik gériintiileme

5 segmentli geri sagilan (BSE) elektron dedektéri ile kom-
pozisyonel gériintileme

Dislk vakum SE dedektori

10 mm analitik ¢alisma mesafesi ve 10 mm?dedektor aktif
alani

5 eksen tam otomatik sehpa
X=100 mm, Y=50, T=20°-90°, Z=5-65 mm

En fazla numune 6lgiileri 200 mm gap 80 mm yikseklik
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Altiminyum Test, Egitim ve Arastirma Merkezi




